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2π栅网电离室用于~(241)Am溶液衰变率的绝对测量  

@金行星$西南核物理与化学研究所 @李耀辉$西南核物理与化学研究所 @孙国华$西南核物理与化学研究所  

  收稿日期 1982-1-3 修回日期 网络版发布日期:  

摘要   <正> 2π栅网电离室法用于衰变率绝对测量早有文献报道,它具有探测效率高、能量分辨率高、本底

低、操作方便等优点。但作为衰变率绝对测量需进行源的自吸收与源底衬反散射校正。具有一定厚度的平板α源,
通常采用熟知的校正因子t/2 R(t为源的厚度、R为α粒子在源中射程)来进行自吸收修正。对含微量物质(t≤1 ug/cm
~2)的α源,由于 
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